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摘要(译)

一种有机EL显示装置制造方法，其允许改善经历缺陷修复工艺的有机EL
显示装置的可靠性。有机EL显示装置的制造方法，包括在有机EL元件基
板上形成至少一个有机EL元件的有机EL元件基板形成步骤，包括有机EL
膜的有机EL元件，形成的阳极，反射电极的方法设置在有机EL膜下方的
第一导电膜，形成设置在有机EL膜上方的第二导电膜的阴极，提供覆盖
有机EL元件上侧的热塑性密封树脂的树脂密封步骤，缺陷检测检测有机
EL元件中的缺陷的步骤，以及通过用激光束照射缺陷来消除在缺陷检测
步骤中检测到的缺陷的缺陷消除步骤。
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